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d) Berechnung einer zweiten Feldfunktion (E (z n )) aus der ersten Feldfunktion (E (z c )) end der 
zweiten raumlichen Verteilung der Brechzahl (n (r)), wobei die zweite Feldfunktion (E (z n )) 
die Ortsabhangigkeit des elektrischen Feldes, die sich vom ersten Raumbereich uber den 
Splei/3 ausbereitenden Modes innerhalb eines nicht durch den Splei/3 beeinflu/3ten zweiten 
Raumbereichs des zweiten optischen Wellenleiters bescreibt, 

e) Berechnung einer ersten Intensitat (I (z G )) und einer zweiten Intensitat (I (z n )) aus den 
zugeordneten Feldfunktionen {E (z G )), (E (z n )), und 

f) Berechnung der vom Verhaltnis der beiden Intensitaten (I (z Q )), (I (z n )) abhangigen Dampfung 
(L) des Splei/3es. 

12. Verfahren liach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dajS die Dampfung (L) des SpleijSes gema/3 der Beziehung 

L [dB ] = 10 lOgio [ I (Z 0 / I (Z n )] 

berechnet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die zweite raunliche Verteilung (n (r)) der Brechzahl durch transversale Bestrahlung des 
SpleijSes mit Licht und Auswertung der in Strahlrichtung hinter dem Splei/3 erzeugten 
Intensitatverteilung oder des Schattenbildes bestimmt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die zweite raunliche Verteilung (n (r)) der Brechzahl durch transversale Bestrahlung des 
Splei/Ses mit Licht und Auswertung der in Strahlrichtung hinter dem Splei/3 erzeugten 
Intensitatverteilung oder des Schattenbildes bestimmt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Wellenleiter und der Splei/3 aus zwei, einen Winkel a 5*180° einschlie/3enden 
Richtungen durchleuchtet werden, und da/3 die transmittierte Strahlung jeweils mittels einer 



Optik (13, 14) auf eine eine Ebene definierendes Sendor- oder Detektorelement (16, 17 
abgebildet werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Wellenleiter und der Splei/3 aus zwei, einen Winkel a ^180° einschlie/3enden 
Richtungen durchleuchtet werden, und da/3 die transmittierte Strahlung jeweils mittels einer 
Optik (13, 14) auf eine Ebene definierendes Sendor- oder Detektorelement (16, 17) abgebildet 
werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die jeweils durch das Sensor- oder Detektorelement (16, 17) definierten Ebenen einen 
Winkel von annahernd 90° einschlie/3en. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die jeweils durch das Sensor- oder Detektorelement (16, 17) definiertem Ebenen einen 
Winkel von annahernd 90° einschlie/3en. 

19. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 ein Versatz des Mittelpunktes des lichtfuhrenden Kerns der Wellenleiter in Be reich des 
Splei/3es zumindest in einer ersten Raumrichtung aus dem Schattenbild bestimmt wird, da/3 die 
erste raumliche Verteilung der Brechzahl entsprechend dem Versatz des lichtfuhrenden Kerns in 
der entsprechenden Raumrichtung verschoben wird und da/3 die modifizierte erste raumliche 
Verteilung der Brechzahl die zweite raumliche Verteilung der Brechzahl reprasentiert. 

20. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 ein Versatz des Mittelpunktes des lichtfuhrenden Kerns der Wellenleiter in Be reich des 
Splei/3es zumindest in einer ersten Raumrichtung aus dem Schattenbild bestimmt wird, da/3 die 
erste raumliche Verteilung der Brechzahl entsprechend dem Versatz des lichtfuhrenden Kerns in 



# 



der entsprechenden Raumrichtung verschoben wird und da/3 die modifizierte erste raumliche 
Verteilung der Brechzahl die zweite raumliche Verteilung der Brechzahl reprasentiert. 

2 1 . Verfahren nach Anspruch 1 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 der Versatz des lichtfuhrenden Kerns aus dem Versatz der Mittellinie der Au/3enkontur der 
Wellenleiter im Bereich des SpleijSes abgeleitet wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 der Versatz des lichtfuhrenden Kerns aus dem Versatz der Mittellinie der Au/3enkontur der 
Wellenleiter im Bereich des SpleijSes abgeleitet wird. 

23 Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 eine Verjungung oder Aufweitung des lichtfuhrenden Kerns der Wellenleiter im Bereich des 
SpleijSes zumindest in einer erssten Raumrichtung aus dem Schattenbild bestimmt wird, da/3 die 
erste raumliche Verteilung der Brechzahl in der entsprechenden Raumrichtung mit einerr dem 
Verhaltnis [dx/ y (z)] / [dx/ y (z Q )] proportionalen Faktor gestaucht oder gestrecht wird, wobei dx/ y 
(z 0 ) die Breite des Kerns an einer nicht durch den Splei/3 beeinflujSten Stelle z c der Wellenleiter 
und dx/y (z) die Briete des Kerns an einer im Berreich des Splei/3es liegenden Stelle z bezeichnen 
und da/3 die entsprechend gestauchte oder gedehnte erste raumliche Verteilung der Brechzahl die 
zweite raumliche verteilung der Brechzahl reprasentiert. 

24. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 eine Verjungung oder Aufweitung des lichtfuhrenden Kerns der Wellenleiter im Bereich des 
SpleijSes zumindest in einer erssten Raumrichtung aus dem Schattenbild bestimmt wird, da/3 die 
erste raumliche Verteilung der Brechzahl in der entsprechenden Raumrichtung mit einerr dem 
Verhaltnis [dx/ y (z)] / [dx/ y (z 0 )] proportionalen Faktor gestaucht oder gestrecht wird, wobei dx/ y 
(z 0 ) die Breite des Kerns an einer nicht durch den Splei/3 beeinflu/3ten Stelle z Q der Wellenleiter 
und dx/ y (z) die Briete des Kerns an einer im Berreich des SpleijSes liegenden Stelle z bezeichnen 
und da/3 die entsprechend gestauchte oder gedehnte erste raumliche Verteilung der Brechzahl die 
zweite raumliche verteilung der Brechzahl reprasentiert. 



25. Verfahren nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Verjungung oder Aufweitung oder des lichtfuhrenden Kernsaus der Verjungung bzw. 
Aufwietung der Au/3enkontur der Wellenleiter im Bereich des SpleijSes abgeleitet wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/? die Verjungung oder Aufweitung oder des lichtfuhrenden Kernsaus der Verjungung bzw. 
Aufwietung der AujSenkontur der Wellenleiter im Bereich des SpleijSes abgeleitet wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Helligkeit eines den lichtleitenden Kern vom Mantel des Wellenleiters abgrenzenden 
Randes des in zumindest einer der beiden Schattenbilder im Bereich des SpleijSes und in einem 
nicht vom Splei/3es beeinflu/3ten zweiten Bereich gemessen werden, da/3 die erste raumliche 
Verteilung der Brechzahl gema/3 einem von der gemessenen Helligkeiten abhangigen Faktor 
raumliche modifiziert wird, und da/3 die modifizierte erste raumliche Verteilung der Brechzahl 
die zwweite raumliche Verteilung der Brechzahl reprasentiert. 

28. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die Helligkeit eines den lichtleitenden Kern vom Mantel des Wellenleiters abgrenzenden 
Randes des in zumindest einer der beiden Schattenbilder im Bereich des Splei/3es und in einem 
nicht vom SpleijSes beeinflujSten zweiten Bereich gemessen werden, da/3 die erste raumliche 
Verteilung der Brechzahl gema/3 einem von der gemessenen Helligkeiten abhangigen Faktor 
raumliche modifiziert wird, und da/3 die modifizierte erste raumliche Verteilung der Brechzahl 
die zwweite raumliche Verteilung der Brechzahl reprasentiert. 



